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(54) Reflexionsphotometrisches Analysesystem 

(57) Die Erfindung betrifft ein reflexionsphotometri- 
sches Analysesystem mit einem eine Strahlungsquelle 
(36) und einen Strahlungsdetektor (26) umfassenden 
Messkopf (10)2ur reflektometrischen Untersuchung ei- 
ner im Abstand von dem Messkopf (10) angeordneten 
zieloberflache (12) eines Testobjekts (14), insbesonde- 



re eines Teststreifens fur Korperflussigkeiten wie Urin 
Oder Slut. Um eine Kontrollebzw. Reguliemngdes Mes- 
sabstands zu ermoglichen, wird eine auf der Basis op- 
tischer Triangulalion arbeitende Triangulationseinheit 
(16) zur beruhrungslosen Abstandespriifung vorge- 
schlagen. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein reflexionsphotometri- 
sches Analysesystem mit einem eine Strahlungsquelle 
und einen Slrahlungsdelektor umfassenden Messkopf 
2ur reflektometrischen Untersuchung einer im Abstand 
von dem Messkopf angeordneten Zieloberftache eines 
Testobjekts, insbesondere eines Teslstreifens fur Kor- 
perflussigkeilen wie Urin oder Blut. Die Erfindung betrifft 
welter ein entsprechendes Messverfahren. 
[0002] Systeme dieser Art werden speziell im Bereich 
der klinischen Analytik eingesetzt, um mittels Teststrei- 
fen die Anwesenheit und Konzentration bestimmter 
Analyten in einer Probenflussigkeit zu bestimmen. Da- 
bei wird in automatisch arbeitenden Geraten eine spek- 
troskopische Untersuchung der von bestrafilten Testfel- 
dern der Teststreifen reflektierten Strahlung durchge- 
fiihrt. Fur die reflektometrische Messung kritisch ist ein 
gleich bleibender Messabstand, wobei zu berucksichti* 
gen ist, dass die Testfelder unterschtedliche Hohen auf- 
weisen und durch Aufsaugen der Probeflussigkeit un- 
terschiedlich aufquellen konnen. Hier wurde der Ver- . 
such unternommen, durch den Einsaiz einer langbrenn- 
weitigen und stark abgeblendeten sowie senkrecht auf 
die Zieloberflache ausgerichteten Ennpfangaoplik die 
Abstandsabhangigkeit zu verringern. Dies bedingt je- 
doch einen gro3en Platzbedarf und geringe Signaistro- 
me des eingesetzten Photodetektors, deren messtech- 
nische Aufbereitung aufwendtg ist. 
[0003] In ahnlichem Zusammenhang wurde in der 
JP-A 03-166738 (Veroffentlichungsnummer 10948/ 
1 993) bereits ein Sensor zur Distanzmessung und eine 
Kontrolleinheit zur Einstellung der Messdistanz vorge- 
schlagen. Dort ist allerdings nichts uber das Funktions- 
prinzip der Abstandserfassung offenbart. Problema- 
tisch ist altgemein, dass die Oberflacheneigenschaften 
von Teststreifen durch die Beaufschlagung mit Proben- 
flussigkeit stark schwanken konnen, da sowohl nahezu 
trockene, raue Oberflachen als auch nasse und damit 
gianzende Oberflachen vorliegen konnen. 
[0004] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Auf- 
gabe zugrunde, die im Stand der Technik aufgetretenen 
Nachteile zu vermeiden und ein Analysesystem und ein 
Verfahren der eingangs angegebenen Art dahin zu ver- 
bessern, dass eine hohe Messgenaulgkeit auch bei ver- 
anderiichem Hohenverlauf der Zieloberflache erreicht 
wird. Insbesondere soil eine zuverlassige Kontrolle des 
Messabstands ermoglicht werden. 
[0005] Zur Losung dieser Aufgabe wird die im Paten- 
tanspruch 1 bzw. 18 angegebene Merkmalskombinati- 
on vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen und 
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den 
abhangigen Anspruchen. 

[0006] Die Erfindung geht von dem Gedanken aus, ei- 
ne Anderung des Messabstands durch eine entspre- 
chende Strahlenganganderung ortsauflosend zu detek- 
tieren. Dementsprechend ist erfindungsgemaB eine auf 
der Basis optlscher Triangulation arbeitende Triangula- 



tionseinheit zur beruhrungslosen Prufung des Abslan- 
des des Messkopfs zur Zieloberflache vorgesehen. Da- 
mit kann der Einfluss von Hohenschankungen der Ziel- 
oberflache auf einfache Weise eliminiert werden, ohne 

5 dass der Wirkungsgrad des photometrischen MefBsy- 
stems beeintrachtigt wurde. Dabei konnen beliebige 
und insbesondere auch .vollig diffus reflektierende 
MeHstelien auf der Zieloberflache abgetastet werden. 
Das Triangulationsverfahren besitzt eine hohe Ab- 

10 standsauflosung und kann bei Positionierbewegungen 
weitgehend In Echtzeit arbeiten. 
[0007] Vorteilhafterweise weist die Triangulationsein- 
heit einen in einer Einfallsachse auf die Zieloberflache 
gerichteten Lichtsender und einen in Richtung einer 

'5 Empfangsachse gegen die Zieloberflache weisenden 
Lichtempfanger auf. Dabei Ist es fur Referenzmessun- 
gen gunstig, wenn die Einfalls- und Empfangsachse 
sich in einem Referenzpunkt unter einem vorgegebe- 
nen Winkel schneiden, wobei der Referenzpunkt eine 

20 . Sollposition der Zieloberflache definien. 

[0008] Um bevorzugt diffus ruckgestreutes Licht zu 
erfassen, ist es von VorteiL wenn die Einfalls- und Emp- 
fangsachse gegenuber einem Lot auf der Zieloberflache 
unterschiedliche Winkel einschlieBen. 

25 [0009] Um die mit der Abstandsanderung korrelierte 
Lichtauslenkung zu erfassen, sieht eine bevorzugte 
Ausfuhrung vor. dass der Lichtempfanger eineri quer 
zur Empfangsachse ortsauflosenden Sensor aufweist. 
Vorteilhafterweise kann hier ein PSD-Sensor (Position 

30 Sensing Detector), CCD-Sensor (Charge Coupled De- 
vice) Oder Mehrelement-Diodensensor Anwendung fin- 
den. 

[0010] In besonders einfacher Ausgestaltung weist 
der Lichtempfanger als Doppelsensorzwei vorzugswei- 

35 se symmetrisch zur Empfangsachse seitlich nebenein- 
ander angeordnete Einzelsensoren, insbesondere Ein- 
zeldloden auf. DamIt lassen sich Abstandsvariationen 
durch resultierende Beleuchtungsunterschiede der Ein- 
zelsensoren erfassen. 

'*o [001 1 ] Eine weitere vorteilhafte Ausfuhrung sieht vor 
dass der Lichtempfanger eine mit ihreroptischen Achse 
die Empfangsachse def inierende Sammeloptik zur Bun- 
delung des von der Zieloberflache reflektierten Lichts 
aufweist. und dass der Lichtsender eine Lichtquelle, ins- 
besondere eine Punktlichtquelle und eine mit ihrer op- 
tischen Achse die Einfallsachse def inierende Kollimato- 
roptik zur Erzeugung eines auf die Zieloberflache auf- 
treffenden Lichtbundels aufweisL 
[0012] GemaB einer weiteren bevorzugten Ausge- 

50 staltung der Erfindung besitzt der Lichtsender eine Mo- 
dulationsstufe zur zeitlich veranderiichen, vorzugswei- 
se impulsformigen Ansteuerung einer Lichtquelle. Da- 
mit kann eine die Toleranzkompensation des Reflektl- 
onsgrads verbessert und die Nachweiselektronik ver- 

55 einfacht werden. Hierfur ist es gunstig, wenn der 
Lichtsender einen Flankengenerator zur Erzeugung von 
nichtiinear, vorzugsweise exponentiell anstelgenden 
Oder abfallenden Lichtimpulsen aufweist. 
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[0013] Vorteilhanerweise besitzt die Triangulations- 
einheil eine Signalverarbeitungsschaltung zur Ermitt- 
lung von Abstandsanderungen gegeniiber einer Refe- 
renzposition der Zlelobertlache. Um Positionsanderun- 
gen auf eine Zeitmessung zurucl<fuhren zu konnen, ist 
es von Vorteil.wenn die Signalverarbeitungsschaltung 
einen Komparator und einen Zeitgeber zur Beslimmung 
des zeitlichen Abstands vorgegebener Signalannplitu- 
den von Ausgangssignalen der Triangulationseinheit 
aufweist. 

[001 4] Eine weitere bevorzugte Ausfiihrung sieht eine 
mit der Triangulationseinheit zusammenwirkende Re- 
geleinrichtungzur Einstellung einer vorgegebenen Ab- 
standes zwischen Zieloberflache und Messkopf mittels 
eines Stellantriebs vor. 

[0015] Ein Zusatznutzen lasst sich dadurch errei- 
chen, dass der Fahrweg des Messkopfs mittels einer 
Wegmesseinrichtung zur Ermittlung eines Hohenprofils 
des Testobjekts erfassbar 1st, und dass die Wegmes- 
seinrichtung einen Hohenprofilspeicher zur Identifizle- 
rung des Testobjekts aufweist. 

[0016] Anstelle einer Abstandsregelung ist es auch 
denkbar, dass der Triangulationseinheit eine Auswerte- 
einheit zur Normierung der photonnetrischen Untersu- 
chungsergebnisse nach MafBgabe des Abstandes zwi-' 
schen Zieloberflache und Messkopf nachgeordnet ist. 
[0017] Eine weitere funktionale Vereinfachung wird 
dadurch erreicht, dass die Strahlungsquelle zugleich 
den Lichtsender und/oder der Strahlungsdetektor zu- 
gleich den Lichtennpfanger der Triangulationseinheit bil- 
den. 

[001 8] I n verf ahrensmaBiger Hinsicht wird die vorsle- 
hend angegebene Aufgabe dadurch gelost, dass der 
Messabstand des Messkopfs zur Zieloberflache mittels 
einer Triangulationseinheit auf der Basis optischer Tri- 
angulation beriihrungslos gepriift wird. Bevorzugtenwei- 
se werden Abstandsanderungen gegeniiber einem 
Sollabstand der Zieloberflache uber eine entsprechen- 
de Lichtauslenkung auf einem Lichiempfanger der Tri- 
angulationseinheit erfasst. Eine weitere vorteilhafte Ver- 
fahrensweise sieht vor, dass der Messabstand mittels 
einer Regeleinrichtung konstant gehalten wird. 
[001 9] Im folgenden wird die Erf indung anhand eines 
in der Zeichnung in schematischer Weise dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiels naher eriautert. Es zeigen: 

Fig. 1 ein Retlexionsphotometer mit einer Triangula- 
tionseinheit zur Kontrolle des Messabstands in 
schaubildlicher Darstellung: 

Fig. 2 ein Blockschaltbild einer Generatorschaltung 
zur Impulsansleuerung eines Lichtsenders der 
Triangulationseinheit; 

Fig. 3 ein Blockschaltbild einer mit der Triangulati- 
onseinheit zusammenwirkenden Abstandsre- 
geleinrichtung; 



Fig. 4 ein Blockschaltbild eines Wegerfassungssy- 
stems zur Emnittlung eines Hohenprofils des 
untersuchlen Testobjekts; und 

5 Fig. 5 ein Zeitdiagramm von durch die Triangulati- 
onseinheit erfassten Lichtsignalen. 

[0020] Das in der Zeichnung dargestellte reflexions- 
photometrische Analysesystem besteht im wesentli- 
10 Chen aus einem Messkopf 10 zur reflektometrischen 
Untersuchung der Zieloberflache 1 2 eines analytischen 
Teststreifens 1 4, einer Triangulationseinheit 16 zur Prii- 
fung bzw. Erfassung des Messabstands zwischen Mes- 
skopf 10 und Zieloberflache 12 sowie einer Regelein- 
15 richtung 1 8 zur Einstellung eines gleichbleibenden Mes- 
sabstands. 

[0021] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, weist der Teslstrei- 
fen 14 verschiedene Testf elder 20 auf. die dem Nach- 
weis spezifischer Analyten in einer zu untersuchenden 
20 Korperflussigkeit, beispielsweise Urin oder Blut. dienen. 
Zu diesem Zweck lasst sich der Messkopf 10 an einem 
Schlitten 22 mittels eines Vorschubantriebs 24 in Strei- 
fenrichtung verfahren, wahrend der Photodetektor 26 
eines Photometers das von der Zieloberflache 12 der 
25 Testfelder 20 refleklierte Licht erfasst. Dabei kann uber 
einen Stellantrieb 28 der Regeleinrichtung 1 8 ein gleich- 
bleibender Messabstand zwischen Photodetektor 26 
und Zieloberflache 12 der unterschiedlich dicken Test- 
felder 20 eingestellt werden. Zur Erfassung des Verfahr- 
30 wegs des Messkopfs 10 sind an den Drehspindein der 
Antriebe 24, 28 drehrichtungsempfindliche Winkelgeber 
30, 32 angeordnet. Diese liefern bei einer Drehbewe- 
gung Zahlimpulse, aus welchen sich entsprechend der 
Spindelsteigung ein Linearweg errechnen lasst. 
35 [0022] Die Triangulationseinheit 16 weist einen 
Lichtsender 34 auf, der zugleich die Strahlungsquelle 
36 fiir die reflektometrische Messung bildet. Der 
Lichtsender 34 umfasst eine Halbleiterdiode 38 als 
Lichtquelle und eine Kollimatoroptik 40 zur Erzeugung 
40 eines in Richtung einer Einfallsachse 42 auf die ziel- 
oberflache 12 gerichteten Lichlbundels. 
[0023] Zur Erfassung des von der Zieloberflache 12 
reflektierten Lichtbundels besitzt die Triangulationsein- 
heit 16 einen Lichtempfanger 48, der durch eine Sam- 
•is meloptik 44 und einen aus zwei Einzeldioden 46 beste- 
henden Doppeldiodensensor gebildet ist. Die Sammel- 
optik 44 definiert mit ihrer optischen Achse eine Emp- 
fangsachse 50, die sich mit der Einfallsachse 42 in ei- 
nem Referenzpunkt 52 schneidet, wodurch eine Sollpo- 
50 sition der Zieloberflache 12 bestimmt ist Die Einzel- 
dioden 46 sind symmetrisch zur Empfangsachse 50 
seitllch nebeneinander angeordnet und weisen mit ihrer 
Empfangerflache gegen die Zieloberflache 12, so dass 
in der Sollposition beide Einzeldioden 46 gleich stark 
55 beleuchtet sind. Bel einer Bewegung aus der Sollposi- 
tion heraus wanderl entsprechend der Fokus des emp- 
fangenen Lichtbundels quer zur Empfangsachse 50 in 
der durch die Einfalls- und Empfangsachse aufge- 
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spannten Ebene, und somit wird eine der Einzeldloden 
46 starker ats die andere beleuchtet. Oer Beleuchtungs- 
unterschied entspricht dabei der Abstandsanderung. 
[0024] Wie in Fig. 2 veranschaulicht, ist die Lichtquel- 
le 38 mittels einer Generatorschaltung impulsformig an- 
steuerbar. Diese umfasst eine Modutationsstufe 54 zur 
Bestimmung der Pulsintervalle, einen Flankengenera- 
tor 56 zur Erzeugung von exponentiell abfallenden Lich- 
tlmpulsflanken und einen Spannungs-Strom-Wandler 
58 zur Stronnversorgung der Lichtquelle 38. wobei die 
Lichtintensitat dem Verlauf der Stronninnpulse folgt. 
[0025] Wie in Fig. 3 gezeigt, sind die Ausgangssigna- 
)e des Lichtempfangers 34 uber eine nachgeordnete Si- 
gnalverarbeitungsschaltung 60 im Sinne einer welter 
unten naher beschriebenen Abstandskontrolle auswert- 
bar Zu diesem Zweck sind die Einzeldioden 46 uber je- 
weils einen Strom-Spannungswandler 62 und einen 
SchwellwertKonnparator 64 nnit einem Zeitgeber 66 und 
einem Phasenvergleichsglied 68 verbunden. Eine 
nachgeordnete Integratorstufe 70 setzt die Zeitdifferenz 
der einem Lichtimpuls zugeordneten Komparatorsigna- 
le vorzeichenrichtig In ein entsprechendes Spannungs- 
signal um. Dieses kann als Steilsignal einer analogen 
Verstarkerstuf e 72 zur Ansteuerung des Stellantrlebs 28 
zugefuhrt warden. Auf diese Weise bildet die in Fig. 3 
gezeigte Schaltung die Regeleinrichtung 18, weichebei 
der Vermessung der verschiedenen Testf elder 20 die 
Einhaltung der Referenzposition bzw. einen vorgegebe- 
hen Messabstand sicherstellt. 

[0026] Das in Fig. 4 gezeigte Wegerfassungssystem 
74 ermoglicht es, den Teststreifen 14 anhand des H6- 
henprofils seiner Testf elder 20 zu identiflzleren. Hierfur 
werden die Zahlimpulse der Winkelgeber 30, 32 in ei- 
nem Mikrocontroller 76 gezahlt. um die momentane 
Stellung bzw. den Verfahrweg des Mess kopfs 10 aus- 
gehendvon einer Ausgangspositlonzu bestimmen. Auf- 
grund der Abstandsregelung ergibt sich bei Betatigung 
des Vorschubantriebs 24 ein Hohenverlauf , der mit hin- 
terlegten Daten in einem Hohenprofilspeicher 78 vergii- 
chen werden kann, um gegebenenfalls uber die Gultig- 
keit der Messung zu entscheiden. 
[0027] Allgemein beruht eine Distanzmessung durch 
Triangulation auf dem Vergleich von ahnlichen Dreiek- 
ken, die entsprechend dem Strahiengang als Objekt- 
Dreieck zwischen Objekt und Sammellinse und als Bild- 
Dreieck zwischen Sammellinse und Empfanger ausge- 
spannt werden. Erfindungsgema3 ist das Verfahren auf 
relative Messungen gegenuber einer Referenzebene 
beschrankt, wobei durch eine Abstandsanderung der 
Abbildungspunkt des am Testobjekt (ditfus) reflektierten 
Nachweislichts auf der Empfangerflache entsprechend 
ausgelenkt wird. Die raumliche Auslenkung kann durch 
die Impulsmodulation des Nachweislichts auf eine Zeit- 
messung zuruckgefuhrt werden, wobei aufgrund des 
exponentiellen Intensitatsverlaufs Toleranzen im opti- 
schen Wirkungsgrad des Me3systems weitgehend 
ohne Einfluss bleiben. 

[0028] Zur weiteren Veranschaulichung dieser Wir- 



kungsweise ist in Fig. 5 der zeitliche Verlauf der Emp- 
fangersignale der Einzeldioden 46 fur den Fall eines er- 
sten Reflektionsfaktors der Zieloberflache 12 (durchge- 
zogene Kurven) und eines auf die Halfte reduzierten 

5 zweilen Reflektionsfaktors (gestrichelte Kurven) ge- 
zeigt. Dabei ist eine Abweichung von der Referenzpo- 
sition angenommen, die zu einer unsymmetrischen Be- 
leuchtung der Einzeldioden 46 und entsprechend zu un- 
terschiedlichen Anfangsamplituden fiihrt. Bei mit einer 

10 abfallenden e-Funktion modulierter Beleuchtungsstar- 
ke ergeben sich fur den Schwellwert I^h der Kompara- 
toren 64 verschiedene Triggerzeitpunkte, deren Zeitdif- 
ferenz At mittels des Zeitgebers 66 erfasst wird. Die 
Richtung der Abstandsanderung wird dabei uber die 

15 zeitliche Reihenfolge derTriggersignale in dem Phasen- 
vergleichsglied 68 enmittelt. Wie sich aus Fig. 5 an- 
schaullch ergibt, sind fur beide Reflektionsfaktoren die 
Zeitintervalle At gleich gro3. Mathematisch lasst sich 
zeigen. dass in der Umgebung des Sollabstandes die 

20 Zeitdifferenz At unabhangig vom Reflektionsfaktor und 
weitgehend linear abhangig von der Abstandsanderung 
Ah ist. Somit wird durch die vorstehend beschriebene 
Anordnung ein robuster Regler mit gutem Regelverhal- 
ten geschaffen. 

25 

Patentansp ruche 

1. Reflexionsphotometrisches Analysesyslem mit ei- 
30 nem eine Strahlungsquelle (36) und einen Strah- 

lungsdetektor (26) umfassenden Messkopf (10) zur 
reflektometrischen Untersuchung einer im Abstand 
von dem Messkopf (10) angeordneten Zieloberfla- 
che (12) eines Testobjekts (14), insbesondere eines 
35 Teststreifens fur Korperfliissigkeiten wie Urin oder 
Blut, gekennzeichnet durch eineauf der Basis op- 
tischer Triangulation arbeitende Triangulationsein- 
heit (16) zur beriihrungslosen Priifung des Abstan- 
des des Messkopfs (10) zur Zieloberflache (12). 

40 

2. Analysesystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Trianguiationseinheit (16) 
einen in einer Einfallsachse (42) auf die Zielober- 
flache (12) gerichteten Lichtsender (34) und einen 
in Richtung einer Empfangsachse (50) gegen die 
Zieloberflache (12) weisenden Lichtempfanger (48) 
aufweist. 

3. Analysesystem nach Anspruch 2, dadurch ge- 
50 kennzeichnet, dass die Einfalls- und Empfangs- 
achse (42.50) sich in einem Referenzpunkt (52) un- 
ter einem vorgegebenen Winkel schneiden, wobei 
der Referenzpunkt (52) eine Sollpositton der Ziel- 
oberflache (12) definiert. 

55 

4. Analysesystem nach Anspruch 2 Oder 3. dadurch 
gekennzeichnet, dass die Einfalls- und Emp- 
fangsachse (42,50) gegenuber einem Lot auf der 
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Zieloberflache (12) unlerschiedliche Winkel ein- 
schlie3en. 

5. Analysesystem nach einem der Anspruche 2 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet. dass der Lichtempfan- 
ger (48) einen quer zur Empfangsachse (50) orts- 
auflosenden Sensor, insbesondere einen PSD-Sen- 
sor CCD-Sensor oder Mehrelemenl-Diodensensor 
(46) aufweist. 

6. Analysesystem nach einem der Anspruche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Lichtempf an- 
ger (48) als Doppelsensorzwei vorzugsweise sym- 
metrisch zur Empfangsachse (50) seillich neben- 
einander angeordneie Einzelsensoren . (46) auf- 
weist. 

7. Analysesystem nach einem der Anspruche 2 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Lichtempfan- 
ger (48) eine mit ihrer optischen Achse die Emp- 
fangsachse (50) definierende Sammeloptik (44) zur 
Bundelung des von der Zieloberflache (12) reflek- 
tierten Lichts aufweist. 

8. Analysesystem nach einem der Anspnuche 2 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Lichtsender 
(34) eine Lichtquelle (38), insbesondere eine 
Punktlichtquelle und eine mit ihrer optischen Achse 
die Einfallsachse (42) definierende Kollimatoroptik 
(40) zur Erzeugung eines auf die Zieloberflache 
(12) auftreftenden Lichtbundels aufweist. 

9. Analysesystem nach einem der Anspruche 2 bis 8. 
dadurch gekennzeichnet, dass der Lichtsender 
(34) eine fVlodulationsstufe (54) zur zeitlich veran- 
derlichen, vorzugsweise impulsformigen Ansteue- 
rung einer Lichtquelle (38) aufweist 

10. Analysesystem nach einem der Anspruche 2 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Lichtsender 
(34) einen Flankengenerator (56) zur Erzeugung 
von nichtlinear vorzugsweise exponentiell anstei- 
genden oder abfallenden Lichtimpulsen aufweist. 

11. Analysesystem nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Jriangutati- 
onseinheit.(16) eine Signalverarbeitungsschaltung 
(60) zur Ermittlung von Abstandsanderungen ge- 
genuber einer Referenzposition der Zieloberflache 
(12) aufweisL 

12. Analysesystem nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Signalverarbeitungsschal- 
tung (60) einen Komparator (64) und einen Zeitge- 
ber (66) zur Bestimmung des zeitlichen Abstands 
vorgegebener Signalamplituden von Ausgangssi- 
gnalen der Triangulationseinheit (16) aufweist. 



13. Analysesystem nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
gekennzeichnet durch eine mit der Triangulati- 
onseinheit (16) zusammenwirkende Regeleinhch- 
tung (18) zur Einstellung einer vorgegebenen Ab- 

5 standes zwischen Zieloberflache (12) und Mes- 

skopf (1 0) mittels eines Stellantriebs (28). 

1 4. Analysesystem nach einem der Anspruche 1 bis 1 3 . 
dadurch gekennzeichnet, dass der Fahrweg des 

10 Messkopfs (10) mittels einer Wegmesseinrichtung 
(74) zur Ermittlung eines Hohenprofils des Testob- 
jekts (1 4) erfassbar ist 

15. Analysesystem nach Anspruch 14. dadurch ge- 
'5 kennzeichnet, dass die Wegmesseinrichtung (74) 

einen Hohenprofilspeicher (78) zur Identifizierung 
desTestobjekts (14) aufweist. 

16. Analysesystem nach einem der Anspruche 1 bis 15. 
20 gekennzeichnet durch eine der Triangulationsein- 
heit (16) nachgeordnete Auswerteeinheit zur Nor- 

. mierung der photometrischen Untersuchungser- 
gebnisse nach rvia3gabe des Abstandes zwischen 
Zieloberflache (12) und Messkopf (10). 
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17. Analysesystem nach einem der Anspruche 2 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungs- 
quelle (36) zugleich den Lichtsender (34) und/oder 
der Strahtu ngsdetektor (26) zugleich den Lichtemp- 

30 fanger (48) der Triangulationseinheit (1 6) bilden. 

•18. Verfahren zur reflektometrischen Untersuchung ei- 
ner im Abstand von einem Messkopf (1 0) angeord- 
neten Zieloberflache (12) eines Testobjekts (14), 

35 insbesondere eines Teststreifens fur Korperflussig- 
keiten wie Urin oder Blut, dadurch gekennzeich- 
net, dass der f^essabstand des Messkopfs (1 0) zur 
Zieloberflache (12) mittels einer Triangulationsein- 
heit (1 6) auf der Basis optischer Triangulation ge- 

^0 pruftwird. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass Abstandsanderungen gegenuber 
einem Sollabstand der Zieloberflache (12) uber ei- 

45 ne entsprechende Lichtauslenkung auf einem 
Lichtempfanger (48) der Triangulationseinheit (16) 
erf asst werden. 

20. Verfahren nach Anspruch 1 8 oder 19. dadurch ge- 
so kennzeich net, dass der M essabstand mittels einer 

Regeleinrichtung (18) konstant gehalten wird. 
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